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1. OVOD

Tato kapitola pojednédvd o prddkovyjch metoddch (praSkovd metdéda, powder
method), u nichZ se jako experimentélnf zaffzenf uZivaji ptedeviim prdskové ko-
murky (préskovéd komorka, powder camera) (synonymum prd¥kové komory (prés-
kové4 komora, powder camera)) a prddkové difraktometry (préskovy difraktometer,
powder diffractometer). Na téchto zafizenich se zkoumaji polykrystalické vzorky
(polykry&talické vzorka, polycrystalline specimen, polycrystalline sample), tj. kom-
paktnf polykrystaly (x Kry&tdl, krysStdlovd Struktdra, mriezZka) nebo skuteéné
priskové vzorky (préSkové vzorka, powder specimen, powder sample).

Zékladnfm rysem préS8kovych metod je to, Ze primérnf svazek monochromatic-
kého zéfenf dopad4 na velky potet malych krystalt a vytvafi tak charakteristicky
difraként obraz (difrakény obraz, diffraction image, diffraction pattern), ktery se
na fotografickém filmu registruje jako soustava difrakénich linii, resp. difrakénich
kroutkd (difrakény krdZok, diffraction ring), pifpadné jejich &4stf. Vzdjemns
orientace zmfnénych malych krystala miize byt ndhodnd (ndhodné, random),
nebo mohou vykazovat jistou pfednostni orientaci — texturu (textira, texture).
Pokud je difraktujicich (difraktujici, diffracting) krystalli v ozdseném objemu (oZia-
reny objem, irradiated volume) mélo, difrakéni obrazec (difrakény obrazec, diffrac-
tion pattern) na filmu, t.j. na difrakénim snimku (difrakénd snimka, diffraction
picture, diffraction photograph) se skldéd4 ze skvrnitych, (3kvrnitych,!spotty) di-
frakénich linif, na kterych je moZné rozeznat diskrétnf difraként stopy (synonymum
difraként skvrny (difrakénd 8kvrna, diffraction spot)) od jednotlivych krystalii.

Je-li nutné skvrnitost (8kvrnitost, spottiness) difrakénfch linif odstranit, pouZije
se piidavné zaf{zenf umoziiujfcf otdenf nebo oscilaci vzorku, p¥fpadné filmu.

2. PRASKOVE KOMURKY

Malé vzorky, resp. vzorky s malou ozdsenou plochou (oZiarens plocha, irradiated
area) se zkoumajf v nefokusalnich uspordddnich (nefokusaéné usporiadanie, non-.
focusing arrangement) (synonymum wuspofdddni bez fokusace (usporiadanie bez
fokusécie, arrangement without focusing)). Sem pati{ pfedevafm valcové Debyeova-
Scherrerova komirka, (Debyeova—Scherrerova komoérka, Debye—Scherrer camera),
v niZ se snimkuji vzorky ve tvaru tenké tytinky, kterd je — s moznost{ rotace —
umisténd v ose komirky (os komorky, camera axis), jeZ je kolmé na smér primérnfho
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avazku. Priskova metoda, kterd uzivi Debyeovu—Scherrerovu komiirku se nazyva
Debyeovou—=Scherrerovou metodou (Debyeova—Scherrerova metéda, Debye—
Scherrer method) a difraktogram ziskany touto metodou md nizev debyegram
(debyegram, Debyegram).

Komiirka 8 rovinnou kazetou (komdrka s rovinnou kazetou, flat-cassette camera)
(synonymum komirka s rovinnym filmem (komorka s rovinnym filmom, flat-film
camera)) se Gasto pouzivd v uspordddni na odraz (usporiadanie na odraz, back-
reflection arrangement) (synonymum pii metodé zpétné difrakce (metdda spétnej
difrakcie, back-reflection method)) s velkymi difrakénfmi dhly. Pokud je vzorkem
dostatetné tenky kompaktni polykrystal, napf. folie a staéi registrace s mensimi
difrakénimi ahly, uzivé se tato komurka i v uspordddini na prichod (usporiadanie
ns priechod, forward-reflection arrangement) (synonymum pfi prichodové metodé
(priechodovd metdda, transmission method)). Pripadné se zminénid komurka
8 rovinnou kazetou uzivd pro préci technikou Jikmych textur (technika Sikmych
textir, oblique-texture method), kdy osa textury vzorku neni rovnobéini se
smérem primirniho svazku. Misto rovinné kazety se nékdy uzivd kuZelovd kazeta
(kuzelové kazeta, conic(al) cassette) nebo vdlcovd kazeta (valcova kazeta, cylindrical
cassette) jejiz osa je rovnobézni se smérem primédrniho svazku. Podobné jako
u Debyeovy-Scherrerovy komurky se v téchto uspofddanich uziva tenky primérn{
svazek monochromatického zafeni z bodového ohniska k dosaZeni malé ozifené
plochy vzorku, protoZie obecné se jednid o nefokusaénf uspoiddéni. Jen specidlni
volba geometrie umoziiuje v usporddinf na odraz dosidhnout pribliznou fokusaci
zvolené difrakéni linie.

Fokusalni uspordddini (fokusadéné usporiadanie, focusing arrangement) umoziuji
vyuzit vétsi ozaiené plochy vzorku bez ztraty ostrosti difrakénich linii. V uspofa-
dini na odraz se pfitom uzivd divergentni primarni svazek z ohniska rtg. lampy,
piipadné z ohniska monochromitoru. Konvergentni primirni svazek, v&tsinou
difraktovany krystalem monochrométoru, se uzivé v uspofdadani na prachod. See-
mannova—Bohlinova (metoda) fokusace (Seemannova—Bohlinova (metdda) foku-
sicie, Seemann—Bohlin focusing (method)) je principem Seemannovy—Bohlinovy
Jokusatni komirky (Seemannovej —Bohlinovej fokusaénej komdrky, Seemann—
Bohlin focusing camera), u niz vstupnt §térbina (vstupna Strbina, entry slit, (input)
slit) a povrch vzorku lezi na fokusaéni krugnici (fokusaénd kruznica, focusing circle).
Braggova—Brentanova (metoda) fokusace (Braggova—Brentanova (metéda) foku-
sicie, Bragg—Brentano focusing (method)) se uplatiiuje u vétsiny praskovych
difraktometra a u semifokusaéni komdirky (semifokusaénd komérka, glancing-
-angle camera, flat-specimen camera, flat-layer powder camera), u které osa
komirky leii v roviné povrchu vzorku. U Seemannovy—Bohlinovy fokusaéni
komirky a semifokusaéni komirky je fotograficky film ve vilcové kazeté a osa
kazety (os kazety, cassette axis) je totoznd s osou komurky, kterdi je — po-
dobné jako u Debyeovy—Scherrerovy komirky — kolmd na smér primirniho
svazku. Specidlni symetrickou variantou Seemannovy—Bohlinovy fokusaéni
komiirky je Prestonova komirka (Prestonova komoérka, Preston camera), u které
je vzdilenost vstupni Stérbiny od povrchu vzorku rovna priméru komurky
(priemer komoérky, camera diameter).

Kompaktni kombinace Seemannovy—Bohlinovy fokusaéni komurky s fokusuji-
cim krystalovym monochroméatorem tvoii Guinierovu komirku (Guinierova komor-
ka, Guinier camera). Od ni je odvozena Fada dalsfch komirek, napf. Guinierova-
de Wolfova, Guinierova—Héggova, Guinierova—Jagodzinského atd. Ve viech zatim
zminénych fokusaénych usporiddinich se fokusace dosahuje vyuzitim jistych geo-
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metrickych zékonitosti. Byly podniknuty pokusy (napf. L. K. Frevel, V. Vand)
dosdhnout soustfedéni paprsku pouzitim Sollerovy clony (Sollerova clona, Soller
slit), coz je soustava kovovych, obvykle rovnobéznych lamel, kterd se ¢asto uzivd
na omezeni rozbihavosti, t.j. divergence (divergencia, divergence) svazku zéienf,
aniz by se omezoval jeho prutez. Ve Vandové komirce (Vandova komorka, Vand
camera) se k fokusaci uzivd Sollerova clona, jejiz lamely jsou viéi sobé mirné
sklonény. V tomto piipadé se Sollerova clona uzivd k omezeni horizontdini diver-
gence (horizontdlna divergencia, horizontal divergence, equatorial divergence), coz je
rozbihavost svazku v roviné rovniku difrakéniho snimku, resp. v roviné fokusaéni
kruznice. Castéji se vSak Sollerova clona uzivd k omezeni wertikdlni divergence
(vertikdlna divergencia, vertical divergence, axial divergence), t. j. rozbihavosti
svazku ve sméru osy komirky.

Mezi priskové komurky se obvykle zafazuje i Gandolfiho komurka (Gandolfiho
komdrka, Gandolfi camera), v niz z malého monokrystalu (X Krystdl, krystdlova
Struktdra, mriezka) rotujiciho souéasné kolem dvou os svirajicich navzdjem uhel
45°, dostaneme stejny difrakéni snimek jako od obvyklého préskového, resp. poly-
krystalického vzorku. Pokud potiebujeme zvli&t malou ozédfenou plochu vzorku,
piipadné malou divergenci primdrniho svazku, pouzijeme mikrosvazek (mikro-
zvézok, microbeam), z mikroohniska (mikroohnisko, microfocus) a v mikrokomirce
(mikrokomoérka, microcamera) ziskdme mikrodifrakéni snimek (mikrodifrakénd
snfmka, microdiffraction picture).

Mezi komurky pro difrakei za zvldstnich podminek pati{ predevsim wvysoko-
teplotni komarky (vysokoteplotnd komérka, high-temperature camera) — napft.
Guinierova—Lenneova komirka — déle nizkoteplotni komurky (nizkoteplotnd ko-
moérka, low-temperature camera), vysokotlaké komirky (vysokotlakovd komérka,
high-pressure camera) a komirky s kontrolovanou atmosférou (komérka s kontrolo-
vanou atmosférou, camera with controlled atmosphere) (synonymum komirky
8 definovanou atmosférou (komdrka s definovanou atmosférou, camera with defined
atmosphere)) véetné vakuovych komirek (vikuova komoérka, vacuum camera).

Kromé uz zminénych filmovych kazet (filmovd kazeta, film cassette), je podstatnou
soucdsti kazdé komurky dridk vzorkw (drziak vzorky, specimen holder, sample
holder) a kolimdtor (kolimétor, collimator) nebo Stérbina pro vymezeni primarniho
svazku. Z hlediska bezpec¢nosti price se zdfenim i kvality difrakénich snimka —
zejména kvuli nizkému pozadi (pozadie, background) — je dulezity lapaé premdr-
ntho svazku (lapa¢ primdrneho zvézku, primary beam stop, primary beam trap),
ktery napi. u Debyeovy—Scherrerovy komurky mé podobu wvystupni trubice (vy-
stupnd trubica, exit-tube) obsahujici ¢erny papir, fluorescenéni stinitko (fluores-
cencné tienidlo, fluorescent screen) a olovéné sklo s vyznatenym nitkovym kfitem
(nitkovy kriZ, cross-lines, cross-hairs). Tim soucasné umoziiuje presné justovdni
(justovanie, adjustment) celé komirky a zvldsté vzorku do sméru primarnfho,
svazku. Komurka jako celek je pohyblivé uloZena na zdvésu (zdves, support),
resp. na nosiéi (nosi¢, carrier) nebo na stojanu (stojan, stand, frame), pfipadné na
podstavci (podstavec, base), jejichz konstrukce umozriuje pfesné nastaveni (nasta-
venie, alignment) komirky ke zdroji zéfeni. Nékteré praskové komurky jsou
jesté vybaveny specidlnimi b#ity (brit, (cutting) edge), jejichz stiny na difrakénim
snimku slouzi ke kalibraci (kalibrécia, calibration) pro odeéteni difrakénich uhla
(~ Difrakcia rtg. Ziarenia na krystalickych ldtkach). Specidlni, napt. asymetrické
ulofeni filmu (uloZenie filmu, film loading) podle Straumanise, nebo pouziti stan-
dardu (8tandard, standard), ¢i expozice stopy primdrniho svazku (stopa primirneho
zvazku, primary beam spot, primary beam mark) mé tentyz cel.

Silikaty é. 8, 1991 325



Ceriansky, Smréok:

3. PRASKOVE DIFRAKTOMETRY

V préskovém difraktometru probihd snimdni (snimanie, scanning) (synonymum
skanovdni (skanovanie, scanning)) a registrace smérového rozlozeni zéieni difrak-
tovaného préaskovym ¢i polykrystalickym vzorkem elektronicky. K tomu je vybaven
detektorem zafeni (% Fyzika rtg. lacov, generitory a detektory rtg. Ziarenia)
a pohonnym mechanismem na otédceni drzdku vzorku a ramena detektoru (rameno
detektoru, detektor arm). Kromé elektrického pohonu pro béiny automaticky
provoz (automatickd previdzka, automatic operation), maji difraktometry i ruéni
pohon (ruény pohon, hand drive), ktery se vyuzivd pfi justovini, nastaveni vy-
chozich poloh drzdku vzorku a ramena detektoru apod. U starsich typu difrakto-
metri se uhel (nastavent) detektoru (uhol (nastavenia) detektoru, diffractometer
(setting) angle) obvykle odecitd na stupnici, kterd se opticky promité na matnici
ptistroje a whel (natofeni) vzorkw (uhol (natoéenia) vzorky, glancing angle) je
zpravidla na délenych kruzich s noniem. U novéjsich piistroji se velikosti zminé-
nych uhlu zobrazuji pomoci elektronickych prvki. V dalsim textu, pokud nebude
uvedeno jinak, se bude jednat o difraktometr s Braggovou—Brentanovou fokusaci.
Jeji nedostatek u semifokusaéni komirky — totiZz fokusace jen jedné difrakéni
linie — u difraktometru odpadéd diky postupnému snimdni difrakénich linif, coz
umoziiuje splnit fokusaéni podminky vidy jen pro sledovany difrakéni dhel.

Méfeni na difraktometru obvykle zac¢ind z pocdteéniho stavu, ve kterém je
mezi thlem (natodeni) vzorku (®) a uhlem detektoru (20) nastaven pomér 1 : 2,
t. j. z nastaveni O : 20 (nastavenie ®—20, ®—20 setting) (synonymum nastaveni
2 :1 (nastavenie 2 :1, 2:1 setting)). S pevnou vazbou ®—20 (vizba O : 20,
® : 20 coupling) pak nisleduje otddeni vzorku i detektoru, t.j. probihd pohydb
® : 20 (pohyb O : 20, O : 20 motion), kterym se realizuje snimdni © : 20 (sni-
manie ® :20, O :20 scan) (synonymum méfeni (v refimu) @ : 20 (meranie
(v rezime) O :20, O :20 following)). Kromé tohoto tzv. normdiniho provozu
difraktometru (normdilna previdzka difraktometra, normal diffractometer opera-
tion) se soubasnym pohybem vzorku a detektoru (2 :1) (stbasny pohyb vzorky
a detektoru (2 : 1), simultaneous detector and specimen motion (2 : 1)), vyZaduje
feSeni nékterych problému difraktometrickd méfeni se staciondrnim detektorem
(meranie so staciondrnym detektorom, stationary detector measurement) (a po-
hyblivym vzorkem) t. j. pohyb vzorku s nehybnym detektorem (pohyb vzorky s ne-
hybnym detektorom, specimen motion with the stationarv detector) nebo naopak
méfeni se staciondrnim vzorkem (meranie so staciondrnou vzorkou, stationary
specimen measurement) (a pohyblivym detektorem) t. j. pokyb detektoru s nehybnym
vzorkem (pohyb detektoru s nehybnou vzorkou, detector motion with a stationary
specimen).

U vsech tfi zminénych zptisobt méfeni mizeme zvolit spojité snimdni (spojité
snimanie, continuous scan) (synonymum spojity zpisob méfeni (spojity spdsob
merania, continuous scanning (mode of measurement))) (nebo krokové snimdni
(krokové snimanie, step scan) (synonymom krokovy zpusob méfeni (krokovy sposob
merania, stepwise scanning)). V obou pfipadech se nastavi poédteéni bod (zatiatotny
bod, starting point) dhlového intervalu a thlové rychlost otédcéeni vzorku, resp.
ramena detektoru. Koncovy bod (koncovy bod, terminal point, end point) méfeni
je uz zpravidla ddn ptredvolbou welikosti krokw (velkost kroku, step size) a podtu
kroku (pocet krokov, step number). Volba parametri méieni vychdzi z kompromisu
mezi pozadovanou intenzitou difraktovaného zéfeni, rozlidovaci schopnosti (rozliso-
vacia schopnost, resolving power) a geometrickymi a fyzikdlnimi aberacemi (geo-
metrické a fyzikdlne abericie, geometrical and physical aberrations).
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Podstatnou souddsti praskového difraktometru je goniometr (goniometer, gonio
meter), ktery slouzi k natdéeni vzorku a ramena detektoru do uréité ihlové polohy
viéi sméru primdrniho svazku a tim souasné k méfeni pfislusnych vhla. K vy-
mezeni sméru primdrniho a difraktovaného svazku je opatien kolimalnim systémem
(kolimaény systém. collimating system) (synonymum systémem clon (systém clén,
system of slits)). K prvnimu vymezeni primérniho svazku slouif vstupni clona
(vstupnd clona, input slit, entry slit), kterou ¢asto nahrazuje pifmo ohnisko rent-
genové lampy nebo ohnisko monochrométoru. Divergenéni clona (divergenénid
clona, divergence slit) omezuje horizontélni divergenci primérniho svazku, ¢im%
vymezuje jeho Sifku v misté vzorku a tim i ozdfenou plochu vzorku. Nékteré
modernéjsi difraktometry maji automatickou divergenéni clonu (automatické diver-
genénd clona, automatic divergence slit) (synonymum theta-kompenzaéni clonu
{theta-kompenzacénd clona, theta-compensating slit)), jejiz Sifka se pfi méfeni
méni tak, Ze ozéiend plocha vzorku zstdv4 konstantni. Vy8ku primdrniho i di-
fraktovaného svazku casto vymezuji jednoduché, vymeénitelné zasouwaci clony
(zastuvacia clona, sliding shutter), které v misté mezi divergenéni clonou a vzorkem
a zejména mezi vzorkem a detektorem soucasné pln{ funkei (proti-) rozptylové clony
((proti-)rozptylové clona, (anti-)scatter slit). Na omezenf vertikdlni divergence
se do difraktovaného a ¢asto i primdrniho svazku vkldédé Sollerova clona. Pred
detektorem je clona detektoru (clona detektoru, receiving slit, detector slit).

Spoleénd osa rotace vzorku a detektoru je osou goniometru (os goniometra,
goniometr axis). KruZnice, po které se pohybuje clona detektoru, se nazyva
kruznici goniometru (kruznica goniometra, goniometer circle) a lezi v roviné gonio-
metru (rovina goniometra, goniometer plane). Priiseénfk osy a roviny goniometru
je stred gomiometru (stred goniometra, goniometer centre). Piimka prochdzejicf
stfedem goniometru a stiedem clony detektoru v jeho nulové poloze se nazyva
nulovou &drou (nulové &iara, zero line) (synonymum stfedovou &drouw (stredovi
tiara, median line)). Vzddlenost osy goniometru od zdroje zifeni je polomér gonio-
metru (polomer goniometra, goniometer radius, radius of the goniometer circle).
Zdrojem zéfen{ zde rozumime vstupni clonu difraktometru nebo ohnisko rtg. lampy
¢i ohnisko monochromditoru, pokud tuto clomu pffmo nahrazuji. Je-li rovina
goniometru horizontélnf, mluvime o korizontdlnim goniometru (horizontdlny gonio-
meter, horizontal goniometer). Pokud je rovina goniometru vertikdlni, jednd se
o vertikdlni gomiometr (vertikédlny goniometer, vertical goniometer). Analogicky
jako u pra8kovych komiirek rozumime horizontélni divergenci rozbihavost svazku
v roviné goniometru a vertikdln{ divergenci rozbihavost svazku ve sméru osy
goniometru.

U Braggova—Brentanova goniometru (Braggov—Brentanov goniometer, Bragg—
Brentano goniometer) jejvzdélenost clony detektoru od osy goniometru stejnéd jako
osy goniometru od zdroje zifeni. Navic jsou béhem méfeni obé tyto vzdédlenosti
konstantni, zatim co polomér fokusaéni kruznice se s difrakénim thlem mén{ a jeji
stted se posouvd tak, aby se povrch vzorku stile dotykal fokusaéni kruZnice.
U Seemannova—Bohlinova goniometru (Seemannov—Bohlinov goniometeér, Se-
emann—Bohlin goniometer) jsou zdroj zifeni a vzorek stacionirné umistény na
fokusaéni kruZnici, jejiz polomér se neméni a stfed zustdvé na misté. Pohybuje
se tedy jen detektor a to tak, aby clona detektoru byla stédle na fokusaéni
kruZnici, takZe vzddlenost detektoru od vzorku se méni. Braggiv—Brentantv
goniometr se nékdy oznaluje jako stredovy goniometr (stredovy goniometer,
central goniometer), zatimco méné rozsifeny Seemanniv—Bohliniiv goniometr
jako tefny goniometr (tangencidlny goniometer, tangent(ial) goniometer), ale
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toto oznaceni se prili§ neujalo. Braggova—Brentanova fokusace se uplatiiuje
také u theta-theta goniometru (theta-theta goniometer, theta-theta goniometer),
ve kterém se detektor i zdroj zéfeni pohybuji soudasné proti sobé nad horizon-
tdlnim povrchem staciondrniho vzorku. Tento goniometr je zvlist vhodny na
sledovéni difrakce kapalin.

U vsech zatim zminénych goniometru se jednalo o uspofdadani na odraz. U ten-
kych vzorku je mozné pouzit uspofddéni na pruchod a to v nékolika modifikacich.
Predevsim se jednd o symetrické usporiddni na prichod (symetrické usporiadanie
na priechod, symmetrical transmission arrangement), které je protéjikem syme-
trického uspofdddini ma odraz (symetrické usporiadanie na odraz, symmetrical
reflection arrangement), obvyklého v goniometrech s Braggovou—Brentanovou
fokusaci. Nékdy se pouziva uspordddni na prichod s kolmym dopadem (usporiadanie
na priechod s kolmym dopadom, normal (-beam) transmission arrangement) pri-
méarniho svazku na vzorek. Pfi zminénych uspofddédnich na pruchod nedochézi
v goniometru k fokusaci difraktovaného svazku, takZe se uZivaji 8iroké clony
detektoru. Aby tim prilis neklesala rozliovaci schopnost, vklad4 se pfed detektor
dalsi Sollerova clona, tentokrit k omezeni horizontalni divergence difraktovaného
svazku. V pripadé tizkého éarového zdroje zaieni mé tato clona jednotlivé lamely
vuéi sobé lehce sklonény v mife odpovidajici horizontélni divergenci primarniho
svazku, kterd ted muzZe byt relativné velkd, takze lze dosdhnout dostateéné velké
mérené intenzity. Pokud se ke zvyseni intenzit pouzije siroky zdroj zéreni, vklddaji
se do difraktovaného i primarniho svazku k omezeni jejich horizontélni divergence
obvyklé Sollerovy clony s rovnobéinymi lamelami. Mluvime pak o uspofdddni na
prachod s rovnobéinym svazkem (usporiadanie na priechod s rovnobeznym zvizkom,
parallel-beam transmission arrangement). V rtg. tenzometrii se pouzivé uspordddni
na odraz s rovnobéZnym svazkem (usporiadanie na odraz s rovnobeinym zvizkom,
parallel beam reflection arrangement).

Z pridavnych zarizeni (pridavné zariadenie, (additional) attachment) se k prasko-
vym difraktometrim ¢asto doddvé goniometrickd hlavice (goniometrickd hlavica,
goniometric head), nékdy texturni ndstavec (texturny nastavec, texture attach-
ment) nebo vysokoteplotni mdstavec (vysokoteplotny nistavec, high-temperature
attachment) pfipadné nizkoteplotni ndstavec (nizkoteplotny néstavec,low-tempera-
ture attachment) ¢i vakuovy ndstavec (vikuovy ndastavec, vacuum attachment).
Obvykle se dod4vaji rizné pomucky pro justovani difraktometru a upevnéni vzorku
(upevnenie vzorky, sample mounting). Nékdy je vhodny automaticky méni vzorkd
(menié¢ vzoriek, sample changer). U hrubozrnnych materialu je éasto nutny rotaény
dr(dk vzorkuw (rotaény driiak vzorky, sample spinner), ktery umozZiiuje otédceni
vzorku v roviné jeho povrchu. Dilezity je monockromdtor primdrniho svazku (mono-
chrométor primarneho zvizku, primary beam monochromator) (synonymum
primdrni monochromdtor (primarny monochrométor, primary monochromator))
a ptipadné i monochromdtor difraktovaného svazku (monochrométor difraktovaného
zvizku, diffiacted beam monochromator) (synonymum sekunddrni monochromdtor
(sekundérny monochromaétor, secondary monochromator)).

4. ZAVERECNE POZNAMKY

Priprava vzorkw (priprava vzorky, sample preparation, specimen preparation)
vyzaduje vénovat pozornost nasledujicim faktorum: velikost: &dstic (velkost Castic,
particle size), tloudfce vzorku (hribka vzorky, sample thickness), prednostni orientact
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(prednostna orientécia, prefered orientation), deformaci a tvdfeni za studena (defor-
mécia a tvarnenie za studena, strain and cold-working) a rovinnosti povrchu (rovin-
nosf povrchu, surface flatness, surface planarity). U kompaktnich polykrystala
l1ze nékdy pripravu vzorku omezit na bézné zpusoby opracovani k dosazeni vhodné
velikosti a tvaru vzorku. Postup pfipravy je obvykle slozitéjsi u praskovych vzorki,
kde je nékdy nutné drcenim, mletim nebo pilovanim z kompaktniho materidlu
doséhnout vhodné velikosti ¢astic a pak pripadné Zikdnim (zihanie, annealing)
odstranit vnitni napéti (vnitorné napéitie, internal stress). Pro expozici v Debyeo-
vé—Scherrerové komiircese obvykle ¢astice prasku lepi na vldkno nebo péchuji
do kapiliry (kapilira, capillary). Praskové vzorky s rozmérnym povrchem se
pripravuji lisovinim prisku do dutiny v (lisovaci) matrici. Zvlisté u praska
s velkymi ¢dsticemi je nékdy nutné pouzit vhodné pojivo. Lisovinim smési zkou-
maného prasku s pojivem do vhodné (lisovaci) formy lze pripravit vzorky pozado-
vaného tvaru. Casto je vyhodné umistiiovat zkoumany material p¥imo do drzdku
vzorku plnénim ze zadu (plnenie zozadu, back-loading), nebo pinénim z boku (plnenie
z boku, side-loading).

Pokud nas zajimaji pouze polohy difrakénich linii (poloha difrakénej linie,
diffraction line position), vyhodnocujeme difrakéni snimek na prosvétlovacim stolku
(presvetlovaci pult, portable illuminator) nebo na kompardtoru (komparitor,
(X-ray film) comparator). Méfenim hustoty zéerndni (hustota zfernania, density
of blackening) na (mikro-)fotometru ((mikro-)fotometer, (micro-)photometer) podél
difrakéniho snimku ziskdme fotometricky zdznam (fotometricky zéznam, photo-
meter record(ing)). Podobné ze zapisovace nebo tiskdrny u difraktometru dosta-
neme difraktometricky zdznam (difraktometricky zédznam, diffractometer record-
(ing)). Zminéné fotometrické nebo difraktometrické zaznamy, tj. difrakéni zdznamy
(difrakény zdznam, diffraction record, record of diffraction pattern) mohou byt
analogové nebo digit4lni. ’

KOMENTAR

K vystizeni raznorodosti zpisobu a zaf{zeni pouzivanych pii sledovani difrakce
na polykrystalickych latkach uzivime termin prdikové metody v mnozném dCisle.
V souladu napt. s [1] Debyeovu—>Scherrerovu metodu pak povaZujeme jen za jednu
z praskovych metod. Pokud se u nékterych terminti vyskytuji synonyma, prefe-
rovali jsme to, které je podle naseho nazoru v ¢estiné i slovenstiné uzivanéjsi (tedy
spi8 komurka nez komora). Slovo ,,spojitd‘* a ,,nespojitd’‘ (u difrakéni linie) do-
poruéujeme uzivat spiSe jako soucdst matematickych termina, napt. spojité zobra-
zeni, nespojitd funkce a v souladu 8 angli¢tinou mluvit o skvrnitych difrakénich
liniich a jejich skvrnitosti. Pokud je ndm zndmo, v angli¢tiné se totiz uzZivd jen
termin diffraction spot — difraként skvrna, ktery zavidime jako synonymum
difrakéni stopy. V pfipadé nutnosti doporuéujeme mluvit o souvislych difrakénich
liniich. Slovo ndhodngy chipeme jako souddst raznych termint, napf. ndhodnd
orientace, ndhodné ¢islo, ndhodny proces apod. Jeho zahrnutim mezi terminy
se snazime vyloudit méné vhodné ,,nahodily‘‘ nebo nevhodné ,,randomni‘‘. Termin
nefokusaéni uspo¥dddni upiednostiiujeme pied wuspofdddnim bez fokusace jednak
z gramatickych davoda (odborny termin mé byt podstatné jméno, pfed kterym
je pripadné upfesiiujici pfidavné jméno), dile z davoda symetrie (fokusaéni —
nefokusaéni), ale hlavné po obsahové strance ndm piipadd slovo nefokusaéni vy-
stiznéjsi (ve zminéném uspofadani se paprsky nefokusuji, nedochdzi k fokusaci
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-a nejedné se tedy o to, Ze se fokusace ztrati a dojde k stavu bez fokusace). U terminu
uspofdddnt na odraz jsme nuceni respektovat skuteénost, Ze se u nds uz dlouho
bézné uzivé (2, 3]. Jeho nékdejsi synonymum — metoda zpétného paprsku — [4]
se neujalo a proto navrhujeme vécné spravnéjsi termin metoda 2zpétné difrakce,
aviak opét jen jako synonymum. Diivodem je obecné rozsifeni a ustdleni termfnt
uspordddnt na odraz — uspofdddnt na pruchod a jejich symetrie. U terminu
uspordddnt na prachod je nutné zduraznit, Ze i jeho slovensky ekvivalent — wuspo-
riadanie na priechod — se jiz dlouhou dobu bézné uiivé. Je to v dobré shodé se
skuteénosti, Ze teské slova zacinajici slabikou pria- maji ve slovenstiné ekvivalenty
zadéinajici na prie-, zatimco slova zaéinajici v ¢edtiné slabikou pte- maji ekvivalenty
zatinajici na pre- (napf. praliv — prieliv, pfeliv — preliv). Naproti tomu slovniky
[5, 6] nyni pozaduji ve slovenstiné rozliseni ve tvaru prechod (déj) a priechod
(misto déje), coz by mélo vést k terminu ,usporiadanie na prechod‘. Presto
doporuéujeme ponechat termin usporiadanie na priechod, aby nedoslo k rozporu
8 vySe uvedenymi skute¢nostmi.

Musime doporuéit prevzeti terminu thefa-theta goniometr, protoZe nemdme
vhodnou néhradu a ani nepovazujeme za tcéelné ji hledat. Vychdzime pritom
z faktu, Ze tento termin se ustélil i v jazycich, které spife neZ éestina nebo sloven-
8tina si vytvéreji vlastni ndzvy, napf. v némdéiné. Uvedeny tvar je totoZny s mezi-
nirodné rozsffenym i pokud se tyké pofadi slov (je mozné zvazit napi. ,,goniometr
®—0“). Pfipomindme, Ze v nasi fyziklni literatufe se b&Zné uziivaji terminy
jako napf. ¢dstice a, rozpad beta, t-mezon. Podobné pozndmky by se zfejmé tykaly
i w-goniometru a yp-goniometru, o nichz predpokldddme, Ze budou popsiny v kapi-
tole o rentgenové tenzometrii. V podstaté stejné jako theta-theta goniometr mu-
sime zduvodnit i plnént ze zadu a plnént z bokw.

Existuji difraktometrickd méfeni, u kterych mezi primirnim svazkem a povr-
chem vzorku neni difraként dhel &i Bragguw dhel. Proto pouzivime terminy dhel
(natofent) veorku a ihel (nastavent) detektoru, které popisuji primérni, obecné
pojmy.

Z predchoziho textu plyne, Ze jako synonyma uvéddime terminy, které by mély
spiSe vymizet. V pripadé snimdn{ (Synonymum skanovdnt) viak jde o vyjimku.
Podle naseho ndzoru by se i u nés, podobné jako v jinych jazycich, mélo zavést
skanovdnt jako bézny odborny termin. Zatim ho uvddime jako synonymum jenom
proto, aby toto zavedeni bylo postupné a nen4silné. Respektujeme totiz tu skuted-
nost, Ze ve znadné ¢asti nasi vefejnosti pfevlada zatim pifli8 jednostranné chdpén{
anglického slova ,,scanning’ jako postupné, podrobné prohlizenf{ néteho (bod
po bodu). Pokud je ndm zndmo, soudasnd angli¢tina uZivd toto slovo volnéji,
v 8ir8im vyznamu. Jedn4 se napf. o ,,stepwise scanning‘’ v difraktometru s krokem
asi 1°, kde tézko jde o ,,podrobné prohliZeni bod po bodu‘‘, nebo se dél4 ,,scanning**
8 poziéné citlivym detektorem, kde evidentné nejde o ,,postupné prohliZen{‘‘.

Na zavér se vracime k terminu difraként obraz, aby se vymezil jeho vztah
k dalsim, ndmi uZivanym terminim. V souladu s definici v kapitole ,,Difrakcia
rtg. Ziarenia na krystalickych latkach* nebo v [2] na str. 110 uvddime, ze difraként
obraz je smérova distribuce intenzity difraktovaného zéfeni nebo jeji reprezentace
v reciprokém prostoru. Difraként zdznam je vysledek registrace difrakéniho obrazu
(obr. 1). Obé formy difrakéniho zédznamu, tj. analogové (= difraktogram) i digi-
télni, mohou byt jednorozmérné (napf. u préskového difraktometru) nebo dvou-
rozmérné (na filmu, na displeji). Difreként obrazec je geometricky obrazec (itvar),
ktery vidime na dvourozmérném analogovém difrakénim zéznamu. Difraként
snimek je dvourozmérny analogovy difrakéni zdznam na filmu.
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difrakéni obraz

difrakéni{ zaznam

i l

analogovy (= difraktogram) digitdlni (= soubor’ ¢isel)

1 |
L | l 7

dvourozmérny

Jednorozm&rny dvour ozmér ny Jjednorozmeérny

L—) naptt difrakéni snimek. na kterem
vidime difrakéni obrazec

D> napf. difraktometricky zaznam

Obr. 1. Vztah mezi pojmy difraként obraz a difraként zdznam.
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